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Olgme, varlik veya olaylarin bir 6zellige sahip olus derecelerini belirli
kurallara uyarak sembollerle gdsterme islemidir (Arici, 1981, s: 12;
Ozgelik, 1981, b, s: 10). Bu 6zellikler canli, esya veya olaylar kiimesinde
gbzlenir O halde olctlmek lzere godzlenen elemanlar ve bu elemanlar
arasi iliskilerin olusturdugu bir "ampirik iliskiler sistemi"nden s6z etmek
mumkindir (Turgut, 1983). Diger yandan 6lgcme sonuclarinin anlamii
kiinmasi icin g6zlemlerin sayilarla ifade edilmesi tercih edilmektedir.
Boylece, gozlenen biyuklikler arasindaki iliskiler 6lgmede daha iyi belir-
lenmis olmaktadir. Bu nedenle dlgme islemini olanakh kilmak ve ampirik
iliskiler sistemindeki elemanlari ve elemanlar arasi iligkileri olabildigince
aslina uygun bicimde, diger bir deyisle olabildigince az bir bilgi kaybi ile
belirlemek amaciyla biri "formal iligkiler sisteminin" tanimlanmasi gerek-
mektedir. Boyle bir yaklasimda dlgcme, ampirik iligkiler sisteminin formal
iliskiler sistemiyle gosterilmesi olarak distnulebilir (Turgut, 1983, s: 15).
Olgme isleminde varlik veya olaylarin gozlenen nitelikleri ile bu nitelikler
arasindaki iligkiler, formal iligkiler sistemi icerisindeki elemanlar ve bu ele-
manlar arasindaki iligkilerle ifade edilmektedir.

Bir 6lcme isleminde, dncelikle dl¢llecek niteligin belirlenmesi, baska
bir deyisle operasyonel olarak tanimlanmasi; bu niteliklerin sayilarla
gosterilmesi icin gerekli olan kuralin belirlenmesi ve bu kurala gore
Olctlen niteliklerin belli degerlerinin sayilarla veya sembollerle ifade edil-
mesi gerekmektedir. (Kerlinger, 1979).

Olcme siireci igerisinde saglanmasi gereken bazi kosullar vardr.
Bunlardan baslicalar sirasiyla séyledir:

1 Formal iliskiler sistemindeki elemanlar ile bunlar arasindaki
bagintilarin, tGzerine 6lgme yapilacak degiskenlerin buyulkliklerini ve bu
blyukler arasindaki iliskileri belirlemeye yeterli olmasi. Bu, élcmede tem-
sil problemi olarak ele alinmaktadir.

(*) Anadolu Un. Agikdgretim Fakiiltesi.
(**) ODTU Egitim Fakiiltesi.
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2. Formal iliskiler sisteminin elemanlari ile dl¢iilecek degiskenin ele-
manlar arasinda bire bir esleme imkaninin olmasi. Bu 6lcmede teklik
problemi olarak ele alinmaktadir.

3. Kullanilan formal iliskiler sisteminin hangi anlamda bir élgek ve-
receginin belirlenmesi. Bu da 6lcmede anlamlilik problemi olarak ele
alinmaktadir (Turgut, 1983, s: 15).

Bu kosullardan anlasilacag gibi 6lcme islemi bazi esaslara dikkat edil-
medigi takdirde anlamsiz sonuglar verebilmektedir (Kerlinger, 1979; Tur-
gut, 1983).

Olgcmede formal '»e ampirik iliski sistemlerinin biitiin elemanlar birbi-
rine karsilik gelmekte ve ampirik kimenin elemanlari arasindaki iligkiler
formal kimenin iliskileri ile gosterilebilmekte ise 6lgcme izomorftur.
Olcmede temel amag 6lgmenin izomorf olmasini saglamaktir. Olgmede
imozorfluk saglanmis olup olmamasi, kullanilan él¢egin niteliklerini belir-
lemektedir.

Davranis bilimlerindeki dlgmelerde, yukarda s6zi edilen izomorfluk
saglama sorunu, nitelik bildiren gézlemlerin sayisal hale dénustirtlmesi,
diger bir deyisle ampirik iliskileri formal iliskilerle gésterme kuralinin belir-
lenmesi seklinde ortaya ¢ikmakta ve bu sorun, énemli bir sorun olma
ozelligini korumaktadir (Rasch, 1960, a). Rasch bu sorunu, gozlemleri
nicel parametrelerle géstermede kullanilabilecek bir model ile cozmeye
calismistir. Rasch bu calismalarinda, bireyler ve uyaricilar arasinda iyi
tanimlanmis, objektif karsilastirmalar yapabilmek icin doért kosulun
karsilanmasi gerektigini belirtmekte ve bu kosullari soyle siralamaktadir:

1. iki uyaricinin karsilastiriimasi, bu uyaricilara ait karsilastirmalarda arag
olarak kullanilan bireylerden bagimsiz olmalidir.

2. Iki uyaricinin karsilastiriimasi, bu uyaricilarin ait olduklari grup icinde
bulunan diger uyaricilar arasinda yapilabilecek baska karsilastirmalardan
bagimsiz olmalidir.

3. iki bireyin karsilastirimasi, bu bireyler arasinda karsilastirma yapmak
amaciyla kullanilmis olabilecek uyaricilardan bagimsiz olmalidir.

4. iki bireyin karsilastirilmasi, baska bireyler arasinda yapiimakta ola-
bilecek karsilastirmalardan bagimsiz olmalidir. (Rasch, 1960, a, s: 332).

Rasch'in sézunu ettidi ilk iki kosul iki bireyin karsilastirimasinda kul-
lanilacak uyaricilarin, son iki kosul da iki uyaricinin karsilastirimasinda kul-
lanilacak bireylerin denkligi ile ilgilidir. Bunlardan ilk ikisi bireyler, son ikisi
de uyaricilar arasinda, duruma gore, belli bireyler ya da belli uyaricilar
arasindaki karsilastirmalarla sinirli olmayan ve gecislilik 6zelligi bulunan
(transitive) karsilastirmalar yapilabilmesi icin gerekli ve yeter kosullari
olusturmaktadir (Rasch, 1960, a, s: 332).
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Olgme siireci icinde yukarda sunalanan sartlar karsilandiginda, dav-
ranis bilimlerindeki 6lgcmelerde de objektif karsilastirmalara imkan
saglanmis olacaktir.

Davranis bilimlerinde yukardaki gibi bir 6lgme yaklasimindan yarar-
laniimasi karsilastirmalarda, élgmenin temel amaci olan gegislilik 6zelligini
saglayacaktir (Rasch, 1960, a). Soyle ki, iki uyaricinin degerleri arasindaki
fark dogrudan belirlenebilecedi gibi baska bir uyaricinin bu uyaricilardan
farklar, 6rnegin ona uzakliklari, yardimi ile de belirlenebilecektir. Ayni
sekilde, iki bireyin dl¢illen nitelikleri arasindaki uzaklik dogrudan belirle-
nebilecegi gibi baska bir bireye olan uzakliklari cinsinden de belirlene-
bilecektir.

Rasch modeli, davranis bilimlerindeki dlgcmelerde daha nitelikli
Olceklerden yararlanma imkanini getirmektedir. Bu modelden yarar-
lanildiginda, davranis bilimlerindeki 6lgcmelerde de izomorfluk
saglanabilecegine inanilmaktadir. Rasch modelinden yararlanarak, oranli
olmasa bile esit aralikli élceklerle 6lgme saglanabilecegi dusinulmekte-
dir.

Ortik Ozellik Modelleri

Davranis bilimlerinde, karsilastirmalarda objektiflik saglama amaci ile
ortik 6zellik kurami (Latent trait theory) tGzerindeki ilk calismalar Lavvley
ve Lazarsfeld tarafindan baslatiimistir. Bu kurama iliskin yogun arastirma
doénemi daha sonra Lord’'un (1953) yapti§i calismalarla baslamistir. Bu ku-
ramin 1950'li ve 1960'li yillardaki gelisimi oldukca yavastir. Bilgisayar tek-
nolojisinin gelismesi ile bu kuram Uzerindeki ¢calismalar buayuk hiz ka-
zanmistir.

Bu kuramda genel olarak bireylerin dlciilen yetenekleri bir boyutlu
uzayda bir o vektori ile gosterilmektedir. Bu uzayda, testteki puanlarin
sarth dagihmindan yola ¢ikilarak madde karakteristik fonksiyonlar elde
edilmektedir (Lord, 1968). Bu kuramda, madde kolaylgi (bg) ve madde

ayiricihigr (ag) parametreleri tanimlanmaktadir. Bu degerlere gére mad-
delerin karakteristik egrileri degisik sekiller almaktadir. Bazi modellerde
bg ve ag parametrelerine ek olarak maddenin sansla cevaplanma

olasiligini temsil eden bir cg parametresi de tanimlanmaktadir. Ortiik
Ozellik kuraminda, kullanilabilir bir test maddesi icin, bireyin s6z konusu
O0zellige sahip olma derecesi arttikca maddeyi dodru cevaplama

olasiliginin da buna bagh olarak artan bir fonksiyon 6zelliginde olmasi ge-
rekmektedir (Thorndike, 1982, s: 7).

Bu kuramda, madde karakteristik egrilerinin su sekilde olabilecegi
dusunilmektedir:
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Sekil 1- Madde Karakteristik Egrileri
(Kaynak: Thorndike 1982, s: 7., Sekil 1.2)

Sekil 1'deki egrilerin bukim noktalari bg (madde giclig), egimleri
ag (madde ayriciligi), alt uglan ise cg parametrelerine karsilik gelmektedir.
Sekil 1'deki A egrisi oldukga kolay, B ise orta guclikte bir madde ile ilgili-
dir. Bu egrilerin bg, ag ve cQparametreleri dedisik degerlerdedir.

B maddesinin cg parametresi diger maddelerden oldukca farkhidir. A
ve C maddelerinin egim parametreleri (a ) birbirine yakindir. Ancak bu
maddelerin hikim noktalarina (by) karsilik gelen degerler birbirinden

farkhdir. Cinkl C oldukga zor bir maddedir. Bunun yanisira, B maddesi
ile ilgili (ag) degeri A ve C ye gore daha kiicik, yani B maddesi daha az

ayiricidir.

Sekil 1'deki gibi madde karakteristik egrilerinin degisik fonksiyonlarla
aciklanmasi mumkinddr. Kullanilan fonksiyonlara gore, ortiik 6zellik ku-
raminda genel olarak (¢ modelden yararlaniimaktadir. Bu modeller
soyledir (Thorndike, 1982):

1. Normal Ogive,
Pg(@ = | (bg-0) 0 (B) dt .oeveeieeeeeeee e, @)
2. Lojistik Ogive,
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Pg(9) = @
l+e-Da (0 -b
o°"d

3. Ug Parametreli Lojistik Ogive,
Pg (0 =Cg+ - -—- iy 3 ... €)]

-Da (0i))
e g ¢

Bu model ifadelerindeki ag, bg ve cg terimlerinin anlami daha once

acliklandig! gibidir. D ise 1,7 gibi bir sabit sayly| géstermektedir. Normal
dagihm fonksiyonundan tanimlanan normal ogive fonksiyonu (Esitlik 1)
ile diger lojistik model fonksiyonlari ayni nitelikte egriler vermektedir. D,
bunlar arasindaki dontstirmelerde kullanilan 1,7 degerinde bir sabittir.
Uc parametreli lojistik ogive ise lojistik ogive'den farkli olarak Cg paramet-

resini icermektedir.
Rasch Modeli

Davranis bilimlerindeki 6lgmelerde objektifilik saglayabilecek bir
model Rasch (1960; 1966) tarafindan 6nerilmistir. Rasch modeli her ne
kadar ortik 6zellik kurami icerisinde ele aliniyorsa da bazi yonleri ile yu-
karda bahsedilen modellerden ayrilmaktadir.

Rasch Modelinin Sayiltilari

Rasch modeli su sayittilara dayanmaktadir (Thorndike, 1982; Rasch,
1960; 1966; Lord ve Novick, 1968).

1. Olgiilen yeterlik 6lceklemenin yapildi§i grupta normal dagilim
gOsterir.

2. Ayni yeterlik duzeyinde, testteki maddelerin cevaplandiriima
olasiliklari birbirinden bagimsizdir (Local independence).

3. Testi olusturan tim maddeler tek boyutlu bir yeterligi 6lgmektedir
(Unidimentionality).

4, Testteki butin maddelerin ayiricilik olculeri bir degerindedir
(@g=D

5. Testteki maddelerin cevaplandiriimasinda, sansla dogru cevabi
bulma olasiligi sifirdir (cg = 0).
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Bu sayiltilardan ilk ikisi 6lgmenin temel sayiltilari niteligindedir.
Uclincii sayilti ise biitiin ortiikk 6zellik modellerinde s6z konusudur.
Besinci sayiltl bazi ortik 6zellik modellerinde, dordinci sayilti ise sa-
dece Rasch modelinde s6z konusudur. Bu da Rasch modelini diger
ortuk 6zellik modellerinden farkh kilmaktadir. Séyle ki Rasch (1960, b),
madde ayiricilik 6lclist ag nin 6zellikle teste konmak lizere secilmis mad-

deler icin sabit ve bir degerinde kabul edilebilecegini ileri stirmektedir.
Bu tiir maddeler, karakteristik egrileri s6z konusu ortiik 6zellik boyutun-
daki bir noktada dik olarak yukselen maddelerdir. Rasch, cg parametresi-
nin de 0 olarak kabul edilebilecegini belirtmektedir. Bu nedenle Rasch
modeli "Lojistik Ogive"in (Esitlik 2), ay =1ve cy = 0 olmasi halinde aldigi

sekildir.
Rasch Modelinin Ozellikleri

Rasch (1966, a, b), 6nermis oldugu model kullanildiginda, 6lgmenin
yapildigr gruplar arasindaki farkliliklardan bagimsiz olarak 6lgme
yapilabilecegini ifade etmektedir. Bu yolla davranmis bilimlerindeki
Olcmelerde de, fiziksel bilimlerdeki gibi objektif karsilastirmalar
yapilabilecegdini belirtmektedir. Rasch'a gore bir test dijerine nazaran iki
defa daha gug ise, bu teste cevap veren bireyler iki defa daha fazla hata
yapmalidirlar. Ayni sekilde, bir test yetenek diizeyi bir kat daha fazla bir
gruba ya da bireye verildijinde hata orani yari yariya azalmalidir. Ancak
bdyle bir yoruma gidilmesinde ham puanlarin ya da basar yiizdelerinin
kullanilmasi uygun dedildir (Rasch, 1960, b, s: 72). Bu nitelikte
karsilastirmalar yapabilmek icin yeni bir dlgcek (metric) kullaniimasi gerek-
mektedir. Bir bireyin yetenek diizeyinin digerinin iki kati kadar oldugunu
sdyleyebilmek icin bireyleri, giclikleri birbirinden farkl test maddeleri ile
karsilastirmak gerekmektedir. Ayni sekilde, biri digerinin yarisi kadar gi¢
olan bir test maddesinden s6z edebilmek icin bu maddeleri yetenek
duzeyleri birbirinden farkh bireylere uygulamak gerekmektedir. Buna
gore, Rasch (1960, a) iki kavramin tanimlanmasi gerektigini belirtmekte-
dir. Bunlar, (i) yetenek diizeyi (Degree of ability) ve (i) maddenin giclik
derecesi (Degree of difficulty) dir.

Yetenek dizeyleri birbirinden farkli bireyler ve gugclukleri birbirinden
farkll test maddeleri s6z konusu oldugunda verilen bir Zj yetenek diizeyi
ile Ej madde guclugu indisi arasindaki iliskiye bagh olarak, Zj yetenek
dizeyine sahip bir bireyin Ej maddesini dogru cevaplayabilme olasiligini
bulmak gerekmektedir. Bu olasilik Zj ve Ej gibi iki parametrenin bir fonk-

siyonudur ve bir test maddesinin ne kadar kolay cevaplanacaginin
gostergesi olma durumundadir. Yetenegi yuksek bir bireyin ¢ok kolay bir
maddeyi dogru cevaplama olasiligi 1'e yakin, az yetenekli bir bireyin ¢ok
zor bir maddeyi dogru cevaplama olasiligi 0'a yakin olmalidir. Rasch bu
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olasilig Zj, ve Ej arasindaki oran olarak ifade etmektedir (Rasch, 1960 b,
s: 74-75). Soyleki; bir Ej maddesinin Zj yetenek diizeyindeki bir birey ta-
rafindan dogru cevaplanma olasilhigi Pr (1) = Zj/E. dir. Bu oran Rasch ta-

rafindan, beklenen durumun gérilme olasihgr (odds of success) olarak
tanimlanmaktadir. VVright (1967) E parametresini madde kolayligi olarak

kullanmaktadir (easiness of the item). Bu durumda, beklenen durumun
gorilme olasihg (Zj.Ej) olarak tanimlanmaktadir.

Rasch (1960, 1966) yukarida s6zl edilen tanimdan yola ¢ikarak 0 ve
1 arasinda degerler alan en basit fonksiyonu, e = Z/E. olmak lzere:

E
.............................................. 4
e 4
seklinde tanimlamaktadir. 4 numaral esitlikte  Zj degeri yerine ko-

nuldugunda esitlik sekli su sekli almaktadir.

Pr(@j=1) - ST (5)

ajj = j puan kategorisindeki bireyin i. maddeyi dogru ¢6zme olasilig!.

Yukardaki 5 numarali esitlige gore 0 (sifir) yetenek diizeyindeki bir bi-
reyin bir maddeye dogru cevap verme olasiligi 0; °° yetenek dizeyindeki
bir bireyin bir maddeye dogru cevap verme olasiligi ise 1'dir. Bu olasilik,
Zj = Ei ise 1/2 degerini almaktadir. Bu da o maddenin gtcluga ile (Ei) gru-
bun (ya da bireyin) yetenek diuzeyinin (Zj) birbirine uydugu; sézkonusu
olcme, grup tzerinde yapiliyorsa maddenin % 50 olasilikla dodru cevap-
lanacagi anlamina gelmektedir (Thorndike, 1982; s: 97).

Yukardaki 5 numaral esitlik bir test maddesine yanlis cevap verme
olasihgi olarak dustndlurse su sekli almaktadir;

Pr@=0)=1- - T s (6)

Rasch (1960) yukarda verilen 5 numarali esitligin kestiricisi olarak j
puan kategorisinde i. maddeyi dogru cevaplandiranlarin yizdesini (Pjj)
kullanmaktadir. Soéyle ki,
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Yukardaki 7 numarah esitlik ZJE('ye gore diizenlendiginde su sekli

almaktadir; p

Rasch modelinde kullanilan lojistik fonksiyon, 9 numarali esitlikteki
terimlerin doga! logaritmasi olarak ifade edilmistir (Rasch, 1960, b, s: 80):
Bu durumda 9 numaral esitlik su sekli almaktadir.

I°g -— =log (— ---------- ) PR (10)
Ei 1-Py
Bu esitlikteki Zj ve E, parametreleri logaritmik terim olarak bj = log Zj ve
d; = log § olmak Gzere tanimlanirsa' (10) numaral esitlik su sekilde

yazilabilir:

bj -d =log (- - ) (1)

Bu son esitligin sag tarafindaki terim, modelin birimi olan "LOGIT” ola-
rak tanimlanmaktadir.

Rasch modelinde, tanimlanan bu esitlikler kullanilarak 6lgme
sonugclari tzerinde objektif karsilastirmalara imkan saglanabilmektedir.
Soyle ki, bir bireyin bir maddeyi dogru ¢dézme olasiligi PO ise,

(12
1-P,

12 numaral esitlik yardimiyla, her bir maddenin d, degerinden ve bi-
reyin bir maddeyi dogru cevaplama olasiigindan yola ¢ikilarak bireyin bj
yetenek dizeyi bulunabilir. Ayni zamanda bj yetenegine sahip bireyin
diger bitiin maddeleri dogru cevaplama olasilhgi da bulunabilir.
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Rasch modelinde madde gucligid (d,) ve yetenek duzeyi (bj)

Olceklenirken maddelerin uygulandigi gruptan elde edilen ham puan fre-
kanslar ve madde puanlan kullaniimaktadir. Testteki her madde igin
madde glcluk dl¢isi (d,), testten alinabilecek her bir puan icin de yete-

nek dizeyi (bj) tahmini elde edilmektedir. Rasch modeli ile dlceklemenin

yapilabilmesi icin, testten O (sifir) puan alanlarla tam puan alanlar analiz-
den cikariimaktadir.

Ham puan frekanslari ve madde puanlar kullanilarak, yukarda
Ozetlenen esitlikler yardimi ile d| ve bj olcek degerleri Nevvton-Rhapson

yontemi ile tahmin edilmektedir (VVright ve Panchapakesan, 1969).

Maddelerin Rasch modeline uyumu, maddelere verilen cevap
dagilimlari, bj ve d, degerleri kullanilarak X2 testi ile incelenmektedir

(Thorndike, 1982, s: 103-105). Maddenin modele uyumu ile ilgili X2
degerinin anlamli olmasinin dedisik nedenlere bagh olabilecegi
dustunulmektedir. Bunlardan baslicalari, s6z konusu maddenin (a)
yaziminda teknik bir hata olmasi, (b) ayiriciliinin distk ya da testteki
diger maddelerden farkli olmasi, (c) test ile 6lctlen yeterlik disinda bir
ozelligi 6lgmesi, (d) sansla cevaplandiriima olasiiginin bulunmasi, (e)
testteki diger maddelerden glic olmasi, (f) yetenek dagihmi ¢ok genis bir
kitleye uygulanmis olmasidir (Thorndike, 1982, s: 104; VVright ve Pan-
chapakesan, 1969, s; 25-45).

Rasch modeli givenirlik kavramina klasik kuramdan daha farkli bir
acidan yaklasmaktao.r. Klasik kuramdaki yetenegdin dagihmina bagl
guvenirlik olctleri yerine elde edilen 6lgilerin duyarli§i (precision of
measurement) dikkate alinmaktadir. Her yetenek tahmininin dogrulugu,
bu tahminle ilgili standart hata ile ifade edilmektedir (VVright ve Rancha-
pakesan, 1969). Bu hata Odlcisinin biuyUkligu testlerdeki madde
sayisina ve madde gucliklerinin, uygulamanin yapildi§i gruptaki yetenek
dizeyi ile uyuma baghdir.

Rasch Modelinin Sagladigi imkanlar

Rasch modeli kullanilarak, bir testteki maddelerin ayni testteki diger
maddelerden ve testin uygulandigi gruptaki yetenek dizeyinden
badimsiz olarak o6lgeklenebilecegdi ileri sirilmektedir. VVright (1967,
1969) bu 6zellige, yararlanilan bireylerden bagimsiz madde 6lgeklemesi
(sample - free item calibration) adini vermektedir. Ayni sekilde bireylerin
yetenek dizeylerinin farkli maddelerden olusan testlerle, gruptaki diger
bireylerden bagimsiz olarak o6lcilebilecegi ileri sirilmektedir. VVright
(1967, 1969) bu 6zellige de maddeden bagimsiz yetenek olgtleri elde
etme (item free - person measurement) adini vermektedir. Rasch mode-
linde d, ve bj tahminleri yapilirken bir baslangi¢c noktasi tanimlanmakta (0)
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ve madde gicluk olculeri ile, yetenek tahminleri bu nokta etrafinda
blyukluklerine gore siralanmaktadir.

Yukarda soOzi edilen nedenlerle, davranis bilimlerinde Rasch
modelinden yarlarlaniimasi objektif karsilastirmalar yapilmasina imkan
saglayabilecek nitelikte goérinmektedir. Davranis bilimlerindeki
6lgmelerde Rasch modelinden yararlaniimasinin su iki imkani sagdlayacagi
dusunulmektedir:

1. Yetenek diizeyleri birbirinden farkh olan gruplardan ayni maddeler
icin elde edilen madde gigclik oélctlerinin (d,) birbirlerinin ayni olmasi. Bu
Ozellik farki evrenlerden ya da yeterlik diizeylerinden elde edilen madda
parametrelerinin bu evrenler veya yeterlik diizeyleri arasinda objektif
karsilastirmalarda kullanilabilir olmasi imkanini saglayacaktir (VViright 1967,
1969; Hambleton 1978, s: 502).

2. Farkll maddelerden olusan testlerle ayni kisilerden elde edilen ye-
tenek dlcllerinin (bj) birbirinin ayni olmasi. Bu da ayni birey igin farkli
araclarla elde edilen yeterlik dl¢ilerinin karsilastirilabilir olmasina imkan
saglayacaktir (VVright 1967, 1969; Rasch 1960, 1966; Hambleton,-
1978, s: 502).
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